
EMN822 - Métodos de Instrumentação e Análise

Metalografia de raios-X, Propriedades dos raios-X. Elementos de cristalografia. Difração e
fluorescência de raios-X. Microscopia usando microscópio eletrônico de varredura.
Aplicações. Microssonda eletrônica. Processos de medição. Erros. Distribuição de Gauss.
Propagação de erros. Projeto de experiências.
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